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Osservazioni relative al set-up

� Un setup standardizzato (simile a quelli previsti dalle norme 
CENELEC sulle saldatrici) ha senso solo per il personale 
ausiliario e gli esposti accidentali.

� Lo scopo può essere quello di stabilire delle distanze “di 
rispetto” dai conduttori, oltre le quali sono rispettati i livelli 
di riferimento pertinenti.

� A questo scopo può essere opportuno predisporre un setup 
che seleziona un tratto di conduttore allontanando il resto 
della sorgente.



4

Osservazioni relative al set-up
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Osservazioni relative al carico

� Il carico è critico, perché la forma d’onda generata (e quindi 
gli indici) può dipendere sensibilmente dal carico 
(probabilmente dalla parte reattiva, vedi fdo_vs_load.pdf).

� L’uso di un fantoccio permette di simulare molto da vicino le 
reali modalità di funzionamento, ma quanto sarà vicina 
l’impedenza (reattiva) del fantoccio rispetto a quella dei 
tessuti su cui si opera?

� L’uso del fantoccio comunque ha mostrato che il 
funzionamento in condizioni “con arco” assomiglia molto ad 
un alternarsi di funzionamento “a vuoto” e funzionamento in 
condizioni di “buon contatto” (bassa impedenza).

Osservazioni relative al carico

� Probabilmente, l’approccio più semplice e sensato è fare le 
misure a vuoto per la componente elettrica, con carico 
“normalizzato” (tester per elettrobisturi) di basso valore per 
la componente magnetica.

� In condizioni di resistenza di carico “bassa” è ipotizzabile 
una minor influenza delle parte reattiva (da verificare).

� In ogni caso, le misure andranno scalate in ragione della 
massima tensione e della massima corrente erogabili 
dall’apparato.
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Metrica di valutazione

� Sembra confermato che l’aspetto più rilevante 
dell’esposizione è quello relativo agli effetti di stimolazione.

� Verrebbe da dire che la metodica più appropriata è costituita 
dal metodo del picco ponderato, sebbene alle frequenze in 
gioco essa sia ammesso dalle linee guida ICNIRP del 2010 
ma non da quelle del 1998 (2003).

� L’uso dell’”indice standard” (senza fasi) porta, 
presumibilmente, a valutazioni immotivatamente 
ipercautelative, specie per le modalità COAG e simili (che 
sono più ricche di componenti spettrali).

Strumentazione
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Spettro su EHP200 in modalità CUT
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Spettro su EHP200 in modalità FULG
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